
In July 2012, A&D Co., Ltd. exhibited an FIB (focused ion beam) and EB (electron 
beam) at the Microscopy & Microanalysis Conference in Phoenix, Arizona. This 
exhibition is one of the biggest within the microscience field. We are sure of its 
affinity with our products. It was a precious opportunity to expose our company 
and products in the American market.
Our exhibition was mainly about FIBs, EB columns, and high voltage power 
suppliessupplies.
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